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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

　コンビナトリアル手法を用いて作成した様々な遷移金属酸化物薄膜に関して、放射光を用いた電子状態解析を行うことにより薄膜特性を支配する電子状態と機能発現との相関関係を高速マッピングする装置を開発した。具体的には、コンピューター制御のライブラリーの精密測定位置制御により、自動的に光電子スペクトルを測定しそのケミカルトレンドをマッピングする機構を開発した。本装置を高輝度・高分解能の放射光と組み合わせることにより、高精度かつ高速に電子状態を解析可能にした。本装置を用いることにより、La1-xSrxMnO3、Nd1-xSrxMnO3、Pr1-xCaxMnO3、Sr1-xCaxRuO3、La1-xSrxFeO3等の電子状態の組成依存性を一回の実験で決定し、金属相が発現する領域の特定を行った。また、SrRuO3極薄膜の示す特性の膜厚依存性について明らかにすることを目的として、膜厚を制御したSrRuO3膜厚傾斜ライブラリーを作製し、その電子状態の膜厚依存性について測定した。その結果、フェルミ準位直上の状態密度の変化から、SrRuO3極薄膜には２つの特徴的な臨界膜厚があることを突き止めた。一つは、膜厚4 – 5 MLでの金属-絶縁体転移であり、もう一つは15ML以上における強磁性状態の安定化である。以上の結果は物性測定の結果と非常によい一致を示し、放射光光電子分光法が酸化物薄膜の機能スクリーニングに極めて有用であることを示した。これにより、「機能を理論的に予測できない」という遷移金属酸化物を用いた材料開発における最大の問題を克服し、機能性材料の設計指針を構築した。また、この手法は他の材料開発分野にも拡張可能なため、新しい材料探索法として多大な波及効果が期待できる。
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	欧文概要　ＥＺ
We have explored new functional materials based on transition metal oxides using the chemical trend database obtained through the high-resolution synchrotron-radiation photoemission spectroscopy.  In order to realize the high-throughput characterization of electronic structures for transition-metal oxide thin films, we have developed the in-situ photoemission system combined with a combinatorial laser molecular-beam epitaxy system for thin film growth.  Mapping of electronic structures for the combinatorial libraries can be performed by scanning the synchrotron radiation beam over the libraries, where thin films were deposited under different growth conditions with different compositions, different multilayer structures, and/or different thicknesses, at different parts of a single substrate.  We can obtain the electronic structure of thin films as a function of the growth condition (composition, film thickness, and film structure) in a single growth-characterization cycle.  This technique should be widely applicable to screening of materials in terms of electronic structure.
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